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摘要(译)

本发明提供一种超声探头几何参数的自动校正方法，它包括如下步骤：
确定超声探头几何参数列表；使用默认的超声探头几何参数，调节设备
参数，设置感兴趣区域；读取几何参数列表中每一项，将该项参数用于
超声成像设备对超声体模进行成像，采集显示图像中感兴趣区域图像数
据；根据感兴趣区域图像计算图像优劣度量；另外本发明还提供与其相
关的超声探头几何参数的自动校正装置；本发明在探头规格中的几何参
数基础上，对每只探头都能自动自适应寻找到提供最优图像质量的几何
参数，将该最优几何参数提供给超声成像设备，可以得到最佳分辨率和
几何位置精度的超声图像，从而提高图像质量。
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